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Инструкция № 180-С рассмотрена з соот­
ветствии е приказом Мингее СССР № 496 
зт 29.1*76 г. Научный советом по ана­
литическим методам (протокол № 33 от 
30.1.79) и утверждена ВИМСом с введени­
ем в действие о I ноябри 1980г.

OIEKTPAJfflGE Ф о т о э ж а ж д а ш  ОПРОЩЕНИЕ 
ФТОРА, СТРОНЦИЯ И БАРИЯ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КВАНТОМЕТРА27

Сущность метода
Методика определения фтора, стрещня н оарш в горнш; 

породах, разработанная 1.И.Сердебев©£ ж Н.А.Б©льшакевай5, 
заключается в испарении анализируемой пробы в электрической 
дуге переменного тока, в кетозу в пробу вводят способом воз­
душного дутья, и в измерении интенсивности спектральных ли­
няй фотоэлектрическим методом с использованием квантометра. 
Одновременно мехие определять также лажай.

Фтор определяй» ns ыелещглярией полосе CaF^ с длиной 
волны 529,1 нм. Оптимальные условия для образования этого 
соединенна создаются не в центре дугового разряда, а в более 
холодят,периферийных частях его. Выделение аналитического 
участка облегчается тем, что в методике использовав метод 
вдувания порошков в плазму электрической дуги, горящей в по­
токе воздуха. Дуговой разряд при этом принимает ферму факела. 
Ва цель квантометра проектируй участок этого факела, распо­
ложенный в некотором отдалении от центрального участка 
плазмы.

При анализе горных пород влияние химического состава 
пробы и минеральной форма определяемых элементов ва результа­
ты анализа устраняют тонким измельчением анализируемых проб 
(до состояния нудры) ж буферированном.

При анализе другого материала (апатиты, апатитовые 
концентраты, слюды и т.п.) его предварительно разбавляют 
силикатной смесью.
х/ Внесена в ПСАМ лабораторией спектрального анализа ИМГРЭ.
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JS 180=4)
Буферная смесь состой? зз карбоната кальция (53$), вар» 

богата натрия (7$) х графитового порошка (40$). Избыток 
кальция необходим для связывания возможно большего количест­
ва фтора в соединение CaF . Натрий и кальций стабилизирует 
температуру электрической дуги, условия испарения ж обра­
зования CaF . Графитовый порошок препятствует олцпашю 
частиц , мегавдецу их испарению.

Источником возбуждения спектра служит дуга переменного 
тока силой 22 А, питаемая от генератора ДГ-2.

Смеси анализируема проб или эталонных образцов с бу­
фером вводят в круговой разред с помощь» аппарата УСА-5, 
приспособленного к количественным определениям.

Для получении спектра ж фетоиетрировання линий исполь­
зуют квантеметр Д Ф О - Ю  (дифракционная решетка 1200 итр/мм; 
обратная линейная дисперсия 0Г4 т / т , авалитическая об­
ласть спектра 220-550 нм).

Анализ выполняют по методу трех эталонов. При ©црадело- 
нии стронция н лкткя элементом вравиешга служит галлий, 
который вводят в буферную смесь. #т»р определяют по етнш»«- 
иию ИЕтеисивнестей полое CaF1 к СаО. Барий внредедяюе по 
абсолютной интенсивности его ж ш ш .

В качестве зталеяинх образцов нсгальзуют сшцаальие 
приготовлеиине смеси минералов и хиинческях реактивов. 
Поетроеииые во ним градужрсвэчдае графики для епрадояеедя 
фтора, етреяция и бария в ебдавтх шявж содержаний этях эле­
ментов корректируй? га стандартна» образцам repssx пород.

Методика предназначена, для определения фтора при его 
содержании ет 0,03 до 10$ F , стронция щ ж  содержании от
0.02 де 3,0$ SzO ж бария ври содержании от 0,02 до 1,0$ 
ВаО в горных породах, а также &  апатитах, следах, туфеалюь- 
ролитах, агатхт-нефеяивевмх рудах, аиатнтевих и мфелкиеаих 
концентратах s в других, аналогичных га составу, аатераедв. 
Мыш® также определять литий, если седарнши® Lt20 ®в- 
отаваяет 0,06-2,0$.

Расхаддения мввду аевтервгаод еяределошиш стренция, 
бария, а также фтора прв его седоркаэни от 0,1 до 10$ ув~ 
ладывантся в доцуетшшо расхождения швтррвдшг, а® ввутрав®-. 
бораторивыу кенгрел®8. Еасходдешя для литая ж для фтора
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Таблица I

Д»ауотныне расхождения3 (Д_оп), расхождения, полученные 
аигереми ннотрущин и запас точности ( %  =̂ доп/\ ксе*

Содержание F SzO ВаО U a0
% \вп ^ЭКОП 2 Лцоп Дэяоп Z ^дсп ®зксп ^ д д гдоп дэксп

5 -9,99 18 14,9 1,2
2 =-4,99 18 17,5 1,0 23 18,3 1.3
I -1,99 22 19,8 I.I 28 21,0 1.3 19 2S 0,81
0,5-Ю,99 28 22,6 1,2 36 24,4 1,5 44 34 1.3 24 27 0,87
0,3=0,499 34 26,7 1.3 44 29,4 1.4 52 35 1,5 30 33 0,90
0,1=0,199 40 36 1,1 54 34 1,6 60 36 1.7 39 39 1,0
0,05-0,099 49 58 0,84 64 39 1,6 76 37 2,0 50 45 1,1
£>„02-0,049 55 82 0,67 80 47 1.7 80 38 2.1



к  ВЮ-О
при его содержании от 0,08 до 0,3# укладываются в удвоен- 
ные допустимые расхождения.

В табл. I даны допустимые расхождения между основными 
и повторными определениями, расхождения, подученные автора­
ми инструкции, и запас точности для всех определяемых эле­
ментов.

Реактивы и материалы
1. Барий углекислый х„ч» или ч,д.а.
2. Кальций углекислый для спектрального анализа (ч.д.а.), 

ос.ч.-17-2 или ос.ч.-8-4. Реактив должен содержать не более 
0,008-0,005# стронция и бария.

3. Натрий углекислый ч.д.а.
4. Стронций углекислый ч.д.а,
5. Двуокись кремния ос»ч. - 12-4.
6. Окись алшиння ч.д,а»
7. Окись галлия ч. или х„ч»
8. Окись железа ч.д,а,
9. Спирт этиловой ректификат,
10, Угли спектральные "С~3П диаметром 6 мм,
11, Графит высокой чистота (порошок) ос.ч. - 7-4,
12, Стандартные образцы состава (горные породы или ми­

нералы) иди другие образцы, содержание фтора, стронция и ба­
рия в которых надежно установлено. Образцы используют для 
построения градуировочных графиков наряду с искусственными 
эталонными образцами.

13. Флюорит. Чистые кристаллы без видимых включений 
других минералов дробят, истирают до крупности - 200 меш ж 
тщательно перемешивают. Содержание фтора устанавливают 
объемным методом по инструкции ПСАМ £ 85-Х иди фотометричес­
ким методом по инструкции ПСАМ Ж IS9-X (выполняют не менее 
четырех определений).

Приготовление буферной смеси и 
эталонных образцов

I. Буферная смесь. Для приготовления 200 г буферной 
смеси отвешивают 0,600 г окиси галлия, 14,0 г карбоната натрия, 
106 г карбоната кальция и 80,0 г порошка графита. В ступку 
помещают приблизительно I г карбоната натрия и всю окись
6



В  180-С
галлия ж  щ в , ш а т  истираю? со спиртом. Добавляет 3-4 г кар­
боната натрия и снова тщательно истирает со спиртом. Добавля­
ет оставшуюся часть карбоната натрия и еще раз тщательно ис­
тирает и перемешивает смесь. Таким не образом порциями добав­
ляет карбонат кальция, а затем графитовый порошок, кажцый 
раз тщательно истирая смесь ее спиртом. За един прием порошок 
должен разбавляться не более чем в 3-4 раза. Все реактивы 
должны быть истерты до крупности - 200 меш и проверены подуко- 
личеотвешпш методом на содержание фтора, стронция и бария 
(не должны содержать более 0,005-0,01$ каждого иг этих эле­
ментов). Полученная смесь содержит 0,3$ галлия, 7$ карбоната 
натрия, 53$ карбоната кальция и 40$ графитового брошка.

2. Основа для приготовления агалдтшнт образцов. Для при­
готовления приблизительно 100 г основы смешивает в ступке, до­
бавляя спирт, 2,00 г карбоната натрия и 10,0 г окиси алхыиния. 
Затем добавляет 10,0 г экиси железа к 20,0 г карбоната каль­
ция и снова перемешивает .Добавляет 20,0 г окиси магния и 48,0 г 
двуокиси кремния и перемешивает еще раз. Все реактивы долж­
ны быть истерты до -200 меш и проверены полуколичественяым 
спектральным методом на содержание фтора, стронция и бария
(но должен содержать белее 0,005-0,01$ каждого из этих элемен­
тов). Смесь прокаливает в муфельной печи при 1200°С в течение 
двух часов и после остывания истирает до -200 меш. Полученная 
смесь содержит приблизительно 49$ S102 , 10$ А£?0, ,
10$ Fe203 , 10$Са0, 20$ М д 0 и 1$ Ж 2 0 .

3. Вспомогательная смесь. Отвешивает на аналитических ве­
сах 7,2883 г основы. Из этого количества 1-2 г помещает в ездо­
ку, добавляет 1,4247 г карбоната стронция и 1,2870 г карбо­
ната бария. Порошки тщательно истирает со спиртом. Добавляет 
оставшуюся часть основы и опять истирает се спиртом. Получает 
10,0 г порошка, содержащего но 10,0$ SzO и ВаО. Эту
емесь использует при приготовлении эталонных образцов.

4. Эталонные пбтмагтн. Для приготовления эталонного 
обрашн Ж  1  отвешивает на аналитических весах 2,0547 г флюо­
рита1^ к 7,Э453 г основы. Приблизительно 2 г основы и всю

х/ Такое количество флюорита берут, если содержание фтора 
в нам соответствует теоретическому (48,67$). Если же фточ- 
ра содержится в нем меньше, навеску флюорита увеличивает, 
а кавеожу основы уменьшает на такую же величину.



Л 180-0
навеску флюорита помещают в ступку и тщательно истарат- со 
спиртом. Добавляют оставшуюся, часть основы я снова тщатель­
но истирают со спиртом. Получают 10,0 г эталонного образца 
Л I, содержащего 10,005? фгорг.

Тщательно смешивают в ступне, добавляя спирт, 5,0000г 
эталонного образца Л I, 1,2364 г карбоната лития и 3,7636 г 
основы. Подучают 10.0 г эталонного образца Л 2, содержащего 
по 5,00# F и U 2C .

Смешивая таким же образом 5,0000г эталонного образца 
Л 2, 2,5000 г вспомогательной омеои в 2,5000 г основы, полу­
чают 10,0 г эталонного образца Л 3, содержащего по 2,50#Р,ЗгО, 
ВаО и Ы 20 .

Смешивая таким же способом 4,0000 г эталонного образца 
№ 3 с 6,0000 г основы, подучают 10,0 г образца Л 4, содержа­
щего по 1,00# F, 5г0 , ВаО и Ы 20

Смешивая 5,0000 г эталонного образца Л 4 с равным коли­
чеством основы, получают 10,0 г эталонного образца Л 5, со­
держащего по 0,50# F, Sz 0 , ВаО к Ы 20.

Продолжая таким т  обравш, то есть, смешивая каждый 
вновь подученный эталонный образец с расчетным количеством 
основы, готовят остальные эталонные образцы, содержаще по 
0,25; 0,10; 0,050; 0,025# каждого из определяемых элементов.

Аппаратура и оборудование

I., Фот о электрическая установка ДФС-10 (квантсметр), 
Монтаж и .... хвантометра. а также выведение анадитжчес- 
ких линий, указанных » .. ■ jixm 2, обычно выполняет бригада с 
завода-изготовитедя.

Растровый конденсор заменяют стандартной трехлипзо- 
вой системой (от спектрографа ИСП-30, ДФС-8 иди ДФС-13)„ 
Расстояния от входной щели квантоыетра приблизительно со­
ставляют: до конденсора с F -150 ш  - 300 мм; до конден­
соре с F =75 мм - 550 мм, до источника спектра - 61Сьа; = 
При этом на дифракционной решетке кваятометра должно полу­
читься резкое изображение иоточкива спектра (электродов 
дуги). На выходе кваятометра микроамнерметр №-194 рекомен­
дуется эамеяить цифровым вольтметром.



Л J8U-C 
Tab ища 2

Аа&актг^всжие минке к ннтерваля 
г;гр$да£Я(ишх содеркявЕй

Определяемый
элемент

Длина водны ана­
литической ЛИННЕ
(полосы),им

Ширина вквдшоё Интервал 
зцйлн, ш х/ оцределязе» 

со-
леш аж й

Фтор Полоса Са Р529,1 0,20 0,08-10,0
Стронций 5?, I 481,13 0,15 0,02-3,0$ ЭгО
Барий Ви Я 455,40 0,15 0,02-1, СЙ ВаО
Литий LI X 323,27 0,10 0,06-3,0$ ц £о
Кальций Делосе СаО 547,7 0,20 Линия сравнения
Галлий Ga I 294,38 0,10

2. Полуавтоматическая енеитр&вьяая установка УСА-5, ко­
торую ладклшаю*- г 6 «оку управления квантоыетра. Дня коли­
чественных определена® установку щиеспосаблаваи? следующим 
образом: а) сшашзт механизм n«*aw. проб и шесто него уста­
навливав* лешечикй транспортер4. хеторкЁ зшшчается авте- 
матжческн; б) в ведащей трубив.устанавливают разрядник для 
распыления комков пробы с шиощь» аокровоге разряда (ннтает- 
оя от активнзатора дуги ПС-83); в) на ш и ш а  часть иадапцей 
трубки устанавливает кварцевый наконечник.

3. Генератор дуги переменного тока ДГ-2 иодклвчает к 
установке УСА-5),

4. Реостат регулировочный, рассчитанный на ток силой 
до 25 А (шздкдючаюг к генератору ДГ-2).

5. Генератор высокочастотного кскрового разряда ПС-83 
или другого типа.

6. Эксцентриковая шаровая зибромедьница для даюлнн- 
тельнего истирания порошковых проб , в которой навоока 
0,3-0,5 г истирается до крупностк частиц 10-20 мкм.

7. Механическая мешалка - стеклянная лопатка длиной 
10 ш, шириной 8 ш  и толщиной 2 мм, вращающаяся (500-
700 об/мкн) с помощью небольшого злектрадвигатедя с редукто­
ром. Лопатка кренится в патроне.

х/ Ширина входной цели составляет 0,050 мм.

9



* 180-С
8. Весы аналитические.
9. Весы торзиокные ЗТ-ЭОЭ к м  ВТ-500.
10. Шкаф сушильный с терморегулятором.
11. Ступка агатовая или яшмовая^
12. Tarn фарфоровые низкие JS I.

1ед анализа
I* Подготовка квантометра Д2С-10 к работе

Квантометр ДФС-10 подготавливает к работе в соответст­
вии с прилагаемой к нему инструкцией. Включив квантометр, 
прогревает его в течение 2,5 чаоев и корректирует выведение 
целей на аналитические линии. Проверяют режим работы кван- 
тометра: уровень фотометрических сигналов, фотометрическую 
воспроизводимость (по десяти измерениям) и легарифиичность,

2. Подготовка установки УСА-5 к работе

Установку включает в соответствии с прилагаемой к ней 
инструкцией. Устанавливает следующей режим работы: енла то­
ка дуги - 22 А; дугевоЙ промежуток - 5 ш ; обжиг - 5 сек.; 
экспозиция - 20 сек. 1а щель квантометре проектирует учас­
ток дугового разряда .расположенный на расстоянии 7 мм от его 
центра.Для прогревания установки испаряет 7-10 навесок бу­
ферной смеси и получает на квантометре отсчеты, етвечащне 
фону спектра. Если последние три-четыре отсчета стабилизи­
руются на одном и том хе уровне, те считают, что установка 
готова к работе.

3. Подготовка проб

Приблизительно 0,3-0,5 г анализируемого материала, ис­
тертого до крупности - 200 меш, помещает в сталькие стахаин 
шаровой вибреыелыяци и истирает в течем* 5 минут. Такие же 
количества эталонных и стандартных образцов истирает также 
в течение 5 минут .

х/ Прж истирании в янмовой стунко в порошки макет попасть 
барий.

хд/ Дроби и эталоинне образин можно истирать дэ состояния 
нудры также в ступке.

ГО
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4 с Спектра яьиый ввалив щт- 
а) анализ хортах пород

Навесу G,&30 X' надготевденнеге материала (анализи­
руема® проба, этзшоюго жди стандартного образца) к 0,0б0г 
буферной смеси ^шещпх в фарферешй тигель з перемешивают 
с помощь» смесит&ая в течение «дно® минуты. Таким ха обра­
зом подготавливай: вторую навеску хай же пробы. Непосредст­
венно перед испарением смеси просушивают в сушильном шкафу 
в течение 15 мшут яри I05-II0°G.

Аяалшзпрувмуа смесь высыпают за ленту транспортера, 
распределяют равномерно по всей ее длине и включают кнопку 
"пуск” квая?вш?ра * "Обжиг**, "экспозиция" к "опрос Каналов" 
идут в автоматическом режиме. При опросе каналов последо­
вательно для каедег» элемента подучают показания п  , пра- 
порционалыгае явгаршфцу интенсквпоем."

n = £ £ g  3,
яде С) - интенсивность спектральной линия впредоляемоге 
элемента жлн элемента сравнения;

& - константы с
Перед анализом следующей пробм нрочящюв® ерником ие- 

дащую трубку аппарата УСА-б по вое! ее длине»
Вое анализируемые пробы экепошруют два раза подряд 

н значения я  усредняют. Все эталонные н стандартные образ­
цы эиспоияруит по едноцу разу.

Для фтора, стронция и лития находят следующие логарифмы 
относительной интенсивности ( Л  ), которые являются ана­
литическими параметрами:

Л г - Ц ь з Э с а . - » ^  W  M g 4 f e i r

% ' W s t  

оде В - конететти.
Для бария аиадвтнчесшш параметром является ва-

Значения эта*вняих ж стандартных
образцов,полученные за иесколько дней работы квантометра

И
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Рис.I. Градуировочные графики для еярвдажаншг фтора, отрок- 
идя, барин ш хятп.

о - атажояяие образин; А - стандартные вбраяхде оаетав&.ва.

(2-4 дня работы на пратякеиии 2Б-30 дно!), уередтявг3̂  Ш  

этим данным строят для каждого анрадеяяимаге заенанта гра­
дуировочный график в каерпннатах ( .N ; f-g С ), хде 
С - содержание элемента в зталвннаж образцах. Этичные 
градуировочные графики приведены на рнс. I.

Результаты определения, найденные до графшсам, достро­
енный по искусственным eraлонным образцам,могут быть недо­
статочно достоверны для предельно малых еедерааний ©жраде- 
ляеных элементов (нижняя часть градуареввчиаге ^гафняа).

хА с ред нежные значения не должны различаться седее чем на 
0,03 храма предельно малых свдерканнй,, В цр&тшнаам эд?чг?.е 
результаты анализа бракуй? ж досешот пркчшн авотабкод^ 
нести работы устаивает,
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i&ewesqr на ту да шъщщжтрв сетку т т сш  течка, ееетает- 
<ияужэ»е втавддаетмн образцам сеетава» Воде атж течхн де­
вято® жа гра|вв£, те are падтверщаее шх иравядыюоть. Веж, 
же « я  течна же жеватев же графшш., не ник втреят новое гра- 
фавн, раехздящшея с тра|шэдщ,ш@$роднхшш в» жояуеотаен- 
ш  образцам, в ш ш  участках. В ш т  случае еадерванне 
еиредвдяемвх эзшэитоа хахеда? ео ш в ш  графнпда,

б) Авалю шиерадев Салвтюев, е®вд)5 туфеаж- 
врелюш, швянт-жефеяшевшг. руд, ашткавох 

хешсентратев
Яавееву 0еШО~ОоО6Ог идгетяаденнеге штерщда идатеав» 

же сдаяивада в етуяве е дндоатявд т т т & т т  отяяттшй 
еиесн, добавляй оижрт. Остатки ощрта удалял», нревуввзия 
нребу в течение 15 шяут в еушжшйм акафу иря I0§-II06Cu

Навееку 0,060 г раабавдевяеЁ цребя сновомя е 0.060 у 
бу#»ря»£ емеен нак внявая® я ш ,  н даже неетуяакт т ж  аре 
акаанве гермах ш р щ с

Тгвби учесть деееяптел&вев раеб&влвяяв аребы виажкат- 
fflet емееьв, евдедаааше, яяЯиешее не градущр»ввчи®М!р rpofosy, 
увеягаяваае в ч щ  раза.

Твхвяк» беаеняовестЕ

Врв работе в жеехвд аонр&одгаео, адезвдячееяеЯ дуге!, 
а тахве е верешсевамв вребаш яеебхедше дедов ееблдеать 
мерн безешанеетк, щвдуоветреянш овецншаеё вводоцве!1.
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Изъятые на утетрабяекня
НВОТруХЦЕЕ

Замешшщке т  
гаотрукцни

* 92-Х 
В 9 0 - I  

Л 9-Я® 
В  13-Х 
В  I07-G 
» 8-0 
Л 9б-Ж> 
»  6 9  -X  

I 78-Х 
В Ю2-С

* 103-Х

»  II3-X 
Л Г15-Х 
Л П6-Я® 
Л II9-X 
Л I4I-C 
Л 150-С 
Л 158-Я® 
Л 163-Х 
Л Г74-Х 
Л 177-С
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Яачадьшгк управления научно- 
исследовательских овгаккзацпй 
tareo СССР, член к Ъ з х ъ т ш

25 декабря 1974 г .  Н.ПОДВЗЕРОВ

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  
Х&ВОРАЗШЕЕ Ш В Д Р В  АНАЛИЗА Ш Ш Ц Р Ш Ш Г О  СЕРЪЯ

Катаго- Наименование аыа*
р ш  лиэа Воспроизводимость методов авалшза Коэф^шеаг 

х. допустимой? 
среднеквадра­
тичному 
олыюиеац

I Особо ТОЧНЫЙ
^йяутя

Среда аквадрагмчио е отклонений результатов опреде- 
леймя дадкно бить в и р а разя иетьле допустимого 
среди нквддратпгчкся'о отидспенад, регламентируемого 
ндовдяшюж вкутртаабораториого коигродаЫ* см. При­
ложение)

0,33

П

го
и
ч
ч)
И
£3

V
М
И
»
№
е*
го
го
(*■
«
ч
о
&*£

ш

17

У

Л

лг

Подинй аваля э

Авадлз рядо­
вых проб

Срфдноквадр&пгшае озждоаешщ результатов опреде­
ления отдельных компонентой го должна яр свниать 
доиуствмнк оредасквсяраятчЕщ: отклонений

Суил кожюншгтов, если определена все кааюкентн 
лря содержании кавдого ваше и,1%, дажна лежать в 
интервале 99,5+1,50$

Cyŝ jia кошгоноктов, осле оиределеш все есядеовзятяй 
яря содержания каждого ьм г 0,01%, должна лежать в 
интервале 99,9+1 «Ж.

Сродавкввдраигаше отклонения результате» опреде­
ления гдатшх (содержание более 5%) коипонштон 
должны быть в три разе иеньзе допустимого средне- 
иладратжчвого отклонения

Ср^июквадратичныв отклонения результатов опреде­
лишь отдельна* компонентов не. должны прошивать 
допустимого среднеквадратичного отклонения

Суша компонентов, если определены все компоненты 
при содержанки каждого выше 0,1%, должна лежать 
в интервале 99,5+0,805?

Суша компонентов, если определены все компоненты 
при содержанки каждого в ш е  0,01%, должка лежать в 
интервале 99,9jp,8G%

Срсдябивадратипаое отклонение результатов опреде­
лений не дешено превышать доиустнзккл среднекаадра- 
гксгинт отклонена!!

Анализ техно- Срэднеквадратшгзне отклонения результатов опреде-
логических ленкя могут врезывать допустимое среднеквадратичное
продуктов огкловеше не более, -чей в два паза gffo особой до-

говорснЕостя с заказником}

I

0,33

X

I

1-2
Особо точный Среднеквадратичные отклонении результатов спреде-
ашишэ геохп- ледая долины быть в два раза меньше допустимых: 
гшческш: проб сродне1шадраткчш£х отклонений

Алавиэ рядовых Среддекеадратпчше отклонения результатов ош>едехс~
геохимических нее аа должен презаекать удвоенную величину допусти-
проб кого среднеквадратичного отклоненка

0,5

2
Долужодиче-
СТВОННШ
анализ

Восщювзяодй- 
мооть одределе- 
пая 4-10 щщго

эта

к)

Качественней
анализ

на один поря­
док содержаний 
с доверительной, 
вероятность» 68%

Точность опре­
деления не 
нормируется

О*» Методические указания "Методы лабораторного контроля качества аналитических работ1 
М., ЕШС, 1975г.
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